Itin dideliy jtékiy poveikiy daleliy sensoriams tyrimai
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Dideliy jtékiy poveikis spinduliuociy detektoriy
medziagoms i§ esmés keicia jy savybes ir procesy jose
pobud] [1], todél batini sisteminiai ir visapusiSki $iy
reiSkiniy tyrimai. Nors Siuolaikinéje praktikoje yra
placiai iSvystytos mazy jtékiy dozimetrijos technologijos
ir instrumentinés sistemos, dideliy jtékiy dozimetrijoje
gausu problemy, nulemty Zenklios daleliy sensoriy
parametry kaitos matavimy metu. Tai siejasi su itin
aStriais spinduliuo¢iy poveikiais detektoriy medziagoms,
kai atsiranda nauji saveiky reiSkiniai, kai pasireiskia
zenklus procesy netiesiskumas ir susidaro kaskadinés bei
klasterinés detektoriy medziagos pazaidos. Siame tyrimy
cikle ir buvo nagrin¢jami reiskiniai, biidingi dideliais
jtékiais apsvitintuose daleliy detektoriuose,
naudojamuose  moderniausiuose  didelio  skaiscio,
prieSpriesiniy  pluosteliy  daleliy  greitintuvuose,
branduoliniuose reaktoriuose, didelio intensyvumo
radionuklidy  Saltiniy  spinduliuotei  registruoti.
Pagrindinis $iy tyrimy tikslas buvo sukurti naujas
matavimy metodikas, tinkamas veikti karStose apsvity
zonose dideliy jtékiy poveikiy (in situ) metu. Siy
metodiky karime buvo siekiama surasti budus,
leidzianéius tiesiogiai kontroliuoti detektoriy pazaidy
esminius faktorius, tokius kaip sandiros barjery kaita,
medziagos  netvarkumo  susidaryma.  Aiskinantis
detektoriy medziagy degradavimo esmines prieZastis
buvo sukurti radiaciniy defekty aptikimo bei jy
parametry spektroskopijos budai [2,3]. Siekiant sukurti
radiacijai atsparius detektorius buvo istirtos radiaciniy
defekty sistemos jvairiose medziagy klasése:
elementariuosiuose puslaidininkiuose Si  bei Ge,
klasikinése spinduliuoc¢iy detektoriy medziagose CdTe,
CdZnTe bei naujose detektoriams formuoti medziagose,
tokiose kaip ZnSe, CdS-Cu.S, AlGaN ir jvairios
technologijos GaN medziagose. Siekiant giliau suprasti
detektoriy atsaka netiesiniy reisSkiniy srityje buvo
nagrinéjami srovés impulsy forma nulemiantys faktoriai
didelés injekcijos salygomis, grifitinio signaly vidinio
stiprinimo  rezimuose, moderniuose mazo signalo
grittiniy diody (LGAD) konfigtiracijos detektoriuose.
Tuo tikslu buvo sukurtos specializuotos metodikos
detektoriy skersiniam (pjavyje) skenavimui, kriivininky
transporto  parametry  jvertinimui  netvarkiose,
spinduliuociy pazeistose struktiirose, radiaciniy emisijos
centry kontrolei.

Naujai sukurty bei adaptuoty metody realizavimui
buvo sukurta visa seka instrumenty (pvz., 1 pav.
pavaizduotas defekty pasiskirstymo skeneris ir pluosteliy
vaizdinimo jrenginys VUTEG-4). Sie jrenginiai buvo
idiegti jvairios paskirties eksperimentams Helsinki,
Louvain la Neuve, FTMC greitintuvy laboratorijose arba

tebéra instaliuoti CERN‘e. Tuo budu, sukurtos
metodikos ir jy realizavimo sistemos yra aktualios
moderniausiy, didelio skaisCio daleliy greitintuvy
sukuriamy spinduliuo¢iy detektavimo problemoms
spresti. Surasti pazaidos mechanizmy ypatumai, biidingi
radiaciniy defekty dideliy kncentracijq srityje.
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1 pav. Radiaciniy defekty pasiskirstymo skeneris ir
pluosteliy vaizdinimo jrenginys VUTEG-4.

Pranesime bus apzvelgti svarbiausi Sios pakraipos
tyrimy rezultatai, apimantys sukurtas metodikas, jy
taikymo sritis bei esmines jvairiy medziagy pazaidos
charakteristikas.

Reiksminiai ZodZiai: jonizuojancioji spinduliuote,
radiaciniai defektai, daleliy sensoriai.

Literatura

[1] C. Claeys, E. Simoen, Basic Radiation Damage Mechanisms in
Semiconductor Materials and Devices, (Springer, Berlin, 2002).

[2] E. Gaubas, E. Simoen, and J. Vanhellemont, ECS J. Solid State Sci.
Technol. 5 P3108 (2016).

[3] E. Gaubas, T. Ceponis, J.V. Vaitkus, Pulsed capacitance technique
for evaluation of barrier structures, (LAP LAMBERT Academic
Publishing, Saarbrucken, 2013).


mailto:tomas.ceponis@ff.vu.lt

